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AVANT-PROPOS

des Spemflcatlons techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiofis actes |b| (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publlcatlon(s) de Ia CEI") Leur elabor i & ités d'études,

travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation I S ation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

La CEIl n’a préya\au
responsabilité p' i

Tous les utilisateur en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune tee a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cemphis parficuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute attre

référencées es obllgalre pour une application correcte de la présente publlcatlon

L’attention est attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) attire I'attention sur le fait qu'il est déclaré que la
conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer I'utilisation de deux brevets.

Un brevet intéresse une technique pour la détermination du bruit d'émission spontané amplifié d'un
amplificateur optique en présence d'un signal optique traité aux articles 3 et 5.

La CEI ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a la CEIl qu'il consent a négocier des licences avec
des demandeurs du monde entier, a des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos,
la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée a la CEIl. Des informations peuvent étre
demandées a:

Agilent Technologies

Palo Alto (CA)

USA

L’autre brevet intéresse un systéme et un appareillage de mesure du bruit pour un amplificateur optique traités
aux article 3 et 5.

La CEI ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de propriété.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 10-1: Multichannel parameters —
Pulse method using an optical switch
and optical spectrum analyzer

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fi i 30 comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The b i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, IEC publishes International S
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical m
consensus of opinion on the relevant subj
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommepdati

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

the latter.

5) IEC provides no_ marking proce its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl ublication.

6) All users should enSuy€ tha t edition of this publication.

ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
pplication of this publication.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance
with this document may involve the use of two patents.

One patent concerns a technique for determining the amplified spontaneous emission noise of an optical amplifier
in the presence of an optical signal given in Clause 3 and Clause 5.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licenses under reasonable and
non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the
holder of this patent right is registered with the IEC. Information may be obtained from:

Agilent Technologies
Palo Alto (CA)
USA

Another patent concerns a measurement system and noise measurement apparatus for an optical amplifier given in
clause 3 and clause 5.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.
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Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a la CEIl qu'il consent a négocier des licences avec
des demandeurs du monde entier, a des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos,
la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée a la CEIl. Des informations peuvent étre
demandées a:
Fujitsu Limited
Tokyo
Japon

L’attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de

droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de I'identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

La Norme internationale CEIl 61290-10-1 a été établie par le sous-comité 86C, Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques

Cette norme doit étre lue avec la CEI 61291-1 et la CEI 61290-3.

date, la publication sera
* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une

+ amendée. Q
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The holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licenses under reasonable and
non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the
holder of this patent right is registered with the IEC. Information may be obtained from:

Fujitsu Limited
Tokyo
Japan

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of
patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

International Standard IEC 61290-10-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This standard should be read in conjunction with IEC 61291-1 and IEC 6
This bilingual version, published in 2003-05, corresponds to the Englj
The text of this standard is based on the following documents: {\

FDIS Report gr(%uQﬁ\ N

86C/498/FDIS 86€/533/RVD "\
G MOund in the report on

reconfirmed;
* withdrawn;

« amended. Q
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INTRODUCTION

Pour autant que I'on puisse en juger, la présente partie de la CElI 61290 est la premiére norme
internationale qui traite de ce sujet. La technologie des amplificateurs a fibre optique est
encore nouvelle et évolue toujours, de sorte que des amendements et de nouvelles éditions de
ce document sont a prévoir.

Chaque abréviation introduite dans cette norme est expliquée dans le texte, au moins lors de
sa premiére apparition. Cependant, pour une meilleure compréhension de I'ensemble, une liste
de toutes les abréviations utilisées se trouve dans I’Annexe A.

@%
S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f80bf2cd-b6c4-4c37-acdb-8a9453fa37e9/iec-61290-10-1-2003

61290-10-1 © IEC:2003 -9-

INTRODUCTION

As far as can be determined, this part of IEC 61290 is the first International Standard on this
subject. The technology of optical fibre amplifiers is quite new and still emerging, hence
amendments and new editions to this document can be expected.

Each abbreviation introduced in this standard is explained in the text at least the first time it
appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of abbreviations used in
this International Standard is given in Annex A.

@%
S
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AMPLIFICATEURS OPTIQUES -
METHODES D’ESSAI -

Partie 10-1: Parameétres a canaux multiples —

Méthode d’impulsion utilisant un interrupteur optique
et un analyseur de spectre optique

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CElI 61290 s’appliqgue aux amplificateurs fibre™qptique (AFO),

Une telle mesure est possible parce g
relativement lente, en particulier les AF
dynamique du gain des AFO varie en f
fonctionnement et des programmes d
prise en considération lors

La méthode d’essai

multiples, qui compre
a canaux multipl

NOTE Toutes les valeu

amendements):

CEIl 61290-3,— Amplificateurs a fibres optiques — Spécification de base — Partie 3: Méthodes
d’essai des paramétres du facteur de bruit

CEI 61291-1:1998, Amplificateurs a fibres optiques — Partie 1: Spécification générique

3 Appareil

L’installation de mesure de base est illustrée a la Figure 1.
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OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 10-1: Multichannel parameters —

Pulse method using an optical switch
and optical spectrum analyzer

1 Scope and object

rare-earth dopants, currently commercially available. It establishe wrements
for accurate and reliable measurements of the signal-spontaneous i i
in 3.1.18 of IEC 61291-1.

The test method independently detects amplified signal pewex and “amplifieh§pontaneous
emission (ASE) power by launching optical pulses into th \ est and synchronously
detecting “on” and “off” levels of the output pulses by aph
optical spectrum analyzer (OSA).

applications.

NOTE All numerical flue

2 Normative referen

1ts” are indispensable for the application of this document.
edition cited applies. For undated references, the latest edition

IEC 61291-1, Optical fibre amplifiers — Part 1: Generic specification

3 Apparatus

The basic measurement set-up is given in Figure 1.
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Impulsions optiques  AFO en essai Echantillonage
Taux typique de répétition SW

Source 500 a 1 000 kHz

i i Analyseur de
d’'impulsion :I I: || _

optique spectre optique

Déclenchement IEC 844/03

Figure 1 — Disposition type de la méthode d’essai par impulsions optiques

L’équipement d’essai nécessaire, avec ses caractéristiques exigées, est énumeéré ci-apres.

Source d'impulsions optiques

Affaiblisseur(s)@u s)
Sources gptiques 5 D \>
fonctionnat a /
omrﬁu@e}/
P optique

IEC 845/03

Figure 2a — Source

\/\\A*(aiblisseur(?optique(s)

urcgs optiques 7

impulsées par dB
>odu|ation directe

IEC 846/03

re 2b — Source d'impulsions constituée de sources optiques
a modulation directe et d’affaiblisseur(s)

Figure 2 — Deux dispositions de la source d’impulsions optiques

Sauf spécification différente, la pleine largeur a mi-hauteur (FWHM) du spectre de sortie de
la source d’impulsions optiques a ou b doit étre plus étroite que 0,1 nm (1)! de maniére a
ne pas causer de perturbations avec les canaux adjacents. Dans le cas d’une source a
canal unique, elle doit étre plus étroite que 1 nm(%). Les lasers a rétroaction répartie (RR),
les lasers réflecteurs de Bragg répartis (RBR), et les diodes laser a cavité externe (LCE),
par exemple, sont applicables. Le taux de suppression des modes latéraux des lasers RR,
doit étre plus élevé que 30 dB (f). La fluctuation de la puissance de sortie doit étre
inférieure a 0,05 dB(%), ce qui peut étre plus facile a obtenir avec un isolateur optique placé
au niveau de l'accés de sortie de chaque source. L’émission spontanée de la source et
I’élargissement spectral doivent étre minimaux.

1 Voir note de I'Article 1.
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